现代测试技术考试大纲（硕士复试）
一、晶体结构基础

    1. 晶体的宏观对称。

    2. 晶体的微观对称。

二、X射线衍射分析  

1. X射线的物理性质：连续X射线和特征X射线、K系X射线、Kβ射线的过滤。
2. 晶体对X射线的衍射：劳埃方程式、布拉格方程式、衍射强度、结构因子的表达、系统消光、系统消光、单晶衍射方法、多晶衍射方法。
3. 多晶X射线结果分析：衍射卡片、X射线衍射的图谱处理、物相定性分析、物相定量分析。
三、电子显微分析  

1. 电子显微镜基本原理。
2. 电子束与物质之间的作用。
3. 电子显微镜的成像原理。
4. 电子显微镜的结构。

5. 微区成分分析原理及应用。
四、其他有关成分、结构、性能、物性的分析技术  

1. 分析技术的原理。

2. 分析技术的仪器构成。

3. 分析技术的应用。
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